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OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA

Introduzir aos alunos de P6s-Graduacgao a técnica experimental de Microscopia de Forca Atémica e
suas aplicagoes

EMENTA

Introducéo. Microscopia de Forga Atémica (AFM): teoria, instrumentagéo e aplicacdes das
Modalidades: contato, ndo contato e “phase mode”. Microscopia de For¢ca Magnética (MFM).
Microscopia de Forga Lateral. Cantilever. Scanner. SPM como uma ferramenta de andlise de
superficie. Processamento de imagens.

CONTEUDO PROGRAMATICO

Introducé@o Microscopia de Varredura por Sonda: SPM (Scanning Probe Microscopy)
Microscopia de Forga Atomica (AFM): principio de operagao, teoria, instrumentacéo e
aplicagdes, incluindo as trés modalidades: AFM por contato , AFM por ndo contato e
AFM por contato intermitente

Microscopia de Forca Lateral.

Microscopia de Forga Magnética

Cantiléver: propriedades, escolha, forma da ponta e resolugéo.

Scanner: Projeto e operagéo, ndo linearidade (histerese, arrastamento, envelhecimento),
corregdes por software e hardware, calibracao.

SPM como uma ferramenta de analise de superficie

Processamento de imagens: programas disponiveis e artefatos
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METODOLOGIA PROPOSTA

Aulas expositivas e pratica de microscopia.

AVALIACAO

Prova e relatério de atividade pratica.
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